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Introduction PROGF

GT1 : Filiere commutation des composants de puissance

Grands gaps : besoin de monter en tension, courant et température pour caractériser électriguement
les composants

=» Besoin d’un environnement de stations sous pointes forte puissance pour faire les mesures
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l. EQuipements utilisés
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.a) Les stations sous pointes PRO (BF

Les 2 stations présentes au LAAS avant le début de PROOF :

MPI TS2000D — SUSS PA 200
Utilisées pour basses fréquences ou continu (200V/1A max)
Stations semi automatiques

Mesures en température




Les 2 nouvelles stations sous pointes achetées dans le cad

Station MPI TS 2000-DP :

jusgu’a 3kV et 400 A
Sondes HVTriax, SHV, BNC, Bananes
Pointes fort courant 4 doigts (100A)

Station Everbeing :

jusgu’a 10kV et de 100 a 873K :
Arrivée en fin d’'année

Enceinte sous vide




.b) Les analyseurs paramétriques PRO®F
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|.c) Les autres equipements

PRO®GF

W&l HPPI Tester 2.1.1.182
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B1505A CV up to 3kV --- On Wafer Lateral Device
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I.c) Développements a venir PRO hF-

> Station 10kV : développements prévus a la réception:
= Validation température / tension max
= Mise en place de la sécurité pour les utilisateurs
= Alimentations haute tension a prévoir

> Notices d’utilisation des stations sous pointes
> Schéma de cablage mesures Vitesco VFTLP
> Autres développements en fonction des besoins aprés retour des utilisateurs
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